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1. Bevezetés

Munkamat a Wigner Szilardtestfizikai Kutatointézetben végeztem. A témam szerint
alacsony dimenzios anyagok optikai tulajdonsagait vizsgaltam, els6sorban infravoros
kozeltér mikroszkopiai (s-SNOM) merésekkel. A félévben hexagonalis bornitrid (hnBN)
és bornitrdi nanocsé (BNNT) mintakon végeztem méréseket. Emellett komoly hangsulyt
fektettem a kdzeltér mikroszkop fejlesztésére is.

2. A félévben elvégzett kutatasi tevékenység

A félév soran kidolgoztam a hBN megfelelé mindségli mechanikai exfolialasat Nitto
ragasztoszalag segitségével. Az igy exfolialt hBN pelyhek szélein optikai kozeltér
mikroszkopiat végezve jol latszik a hiperbolikus fonon polariton gerjesztések
interferenciaja miatti fodrozddas. Ez bizonyiték a pelyhek megfelel6 tisztasagara.
Emellett sikerilt olyan méretii (tobbszor 10 um-es) es vékonysagu (kb. 20 nm) pelyheket

crer

pelyhek zavartalan optikai jelének vizsgalatara is.

A hBN pelyhekben elsésorban a hibahelyek miatt lokalisan megvaltozott kdzeltér
spektrumot vizsgaltam. A hibahelyek bevitelére tobb eljaras kiprobaltam. A
legkézenfekvObb az a kémiai eljaras volt, amivel bornitrid nanocsévekben lehet
hibahelyeket bevezetni. Ez az eljaras azonban a bornitrid pelyhek szilicium lapkan val
elhelyezkedése miatt nem valdsithaté meg teljes mertékben, szilicium lapka ammonia
oldatba meritése pedig nem elegendé mérhetd mennyiségii hibahely gerjesztésé¢hez. Az
irodalombadl ismert, hogy hibahelyeket plazmakezeléssel és elektron sugarral is lehet
gerjeszteni. Ezek kozil a plazmakezelés jart sikerrel, 20 masodperces levegd plazmas
kezeléssel nagy mennyiségii hibahely mutathaté ki optikai modszerrel. Emellett a hBN
pelyhek fodrozodasa is eltiinik, utalva ezzel a részben megbomlott szerkezetre.
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A bornitrid nanocsoveken elkezdett méréseimet, egy francia egytittmitkodés okéan, a félév
soran folytattam, illetve kibdvitettem. Az egyiittmitkodéshez megfelelé mennyiségii
mérésre van sziikség mind kezeletlen, mind kémiailag tisztitott nanocséveken, hogy
vizsgalni lehessen a fonon polariton abszorpcids csucs és a tisztitast kovetden megjelend
defekt cstcsok pontos tulajdonségait (pozicid, méret, félértékszélesseg, stb.).

Ezek mellet a félévben komoly hangsulyt fektettem a kozeltér optikai mérémiiszer
tovabbfejlesztésére. A Semilab céggel egylittmiikodve kisérletet tettiink kozeltér erdsitett
Raman mérések elvégzésére. Sikeresen végeztiink pasztazd fotoluminszcencia méréseket,
illetve kisérletet tettiink lathaté fénnyel miikodo tiierdsitett optikai mikroszkop és
tlierésitett fotolumineszcencia mérések elvégzésére is. Ez utdbbi méréseket egy optikai
szallal miikddo, thapetirés elrendezésben is probaltuk, bizalomgerjesztd eredményekkel.
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